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1. Одержання, структура та фізичні властивості тонких плівок на основі аргіродитів Cu6PS5X (X= I, Br),
Cu6PSe5I ТА Cu7GeS5I

2. Deposition, Structure and Physical Properties of Thin Films Based on Cu6PS5X (X= I, Br), Cu6PSe5I and
Cu7GeS5I Argyrodites

Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена одержанню тонких плівок на основі суперіонних сполук зі структурою
аргіродиту Cu6PS5X (X= I, Br), Cu6PSe5I та Cu7GeS5I, дослідженню взаємозв’язку їх структурних, електричних,
механічних та оптичних властивостей, впливу на них зовнішніх чинників. Одержано тонкі плівки на основі
сполук зі структурою аргіродиту за допомогою магнетронного розпилення мішені та технології HiTUS.
Виявлено, що зі збільшенням вмісту міді в тонких плівках на основі Cu6PS5I електрична провідність
нелінійно зростає, твердість, ширина псевдозабороненої зони та урбахівська енергія нелінійно зменшуються,
а показник заломлення нелінійно збільшується. Зменшення урбахівської енергії свідчить про процеси
упорядкування структури, які відбуваються при збільшенні вмісту міді в плівках на основі Cu6PS5I. У
порівнянні з кристалічними аргіродитами в тонких плівках на їх основі виявлено зменшення електричної



провідності, зменшення ширини псевдозабороненої зони, посилення електрон-фононної взаємодії,
збільшення показника заломлення та урбахівської енергії, а відповідно – і зростання структурного
розупорядкування. Встановлено значне збільшення ширин смуг у спектрах раманівського розсіювання
тонких плівок на основі Cu6PS5I у порівнянні з монокристалом Cu6PS5I, що свідчить про аморфну структуру
отриманих плівок, у яких за рахунок ближнього порядку зберігаються структурні групи PS4, структура яких,
однак, помітно спотворюється. Виявлено, що зі збільшенням часу рентгенівського та електронного
опромінення в тонких плівках на основі аргіродитів відбувається зменшення ширини псевдозабороненої
зони, збільшення урбахівської енергії та показника заломлення. Збільшення урбахівської енергії внаслідок
розмиття краю поглинання свідчить про зростання структурного розупорядкування внаслідок
рентгенівського та електронного опромінення.

2. The thesis is devoted to the preparation of thin films on the basis of Cu6PS5X (X= I, Br), Cu6PSe5I and Cu7GeS5I
superionic compounds with the argyrodite structure, the study of the relationship between their structural,
electrical, mechanical, and optical properties, as well as the influence of external factors on these properties. Thin
films were obtained on the base of compounds with the argyrodite structure using the method of magnetron
sputtering and HiTUS technology. It was found that with increasing copper content in Cu6PS5I-based thin films
their electrical conductivity nonlinearly increases, hardness, energy pseudogap, and the Urbach energy nonlinearly
decrease and the refractive index nonlinearly increases. The decrease of the Urbach energy indicates the
processes of the structure ordering that occurs at the copper content increase in the Cu6PS5I-based films. In
comparison with crystalline argyrodites, in the thin films on their basis, a decrease of the electrical conductivity
and the energy pseudogap is observed as well as an increase of the electron-phonon interaction, an increase of the
refractive index and the Urbach energy, and, consequently, the increasing structural disordering. The observed
considerable broadening of bands in the Raman scattering spectra of Cu6PS5I-based thin films compared to those
of the single crystals is the evidence for the amorphous structure of the films where due to the short-range order
the PS4 structural groups are preserved, although their structure is noticeably distorted. With increasing duration
of X-ray and electron irradiation of argyrodite-based thin films, a decrease in the energy pseudogap, as well as an
increase in Urbach energy and the refractive index, was revealed. The increase in the Urbach energy due to the
absorption edge smearing is the evidence for increasing structural disordering under the X-ray and electron
irradiation.
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